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(57) Die Erfindung betrifft einen Probenteller fiir Probenwechslér zu Diffraktometern, speziell
Réntgendiffraktometern, der zur Aufnahme von mehreren Kiivetten oder groReren kompakten Proben dient und
Messungen mit Einstrahlwinkeln w von 0°-90° im Horizontal- und Vertikalbetrieb des Diffraktometers ermdglicht.
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Patentanspruch:

1. Probenteller fiir Probenwechsler, dadurch gekennzeichnet, daf? die zu untersuchende Probe bzw.

Kivette (2) zwischen einer als Anlageflache dienenden riickseitigen Peripherie der Planflache einer
" Scheibe (1) und jeweiliger Knagge (6) geklemmt wird und sich die zu bestrahlende Probenfliche in

der Nullinie des Goniometers befindet ohne daf? der Strahlengang bei Messungen bis
Einstrahlwinkel w = 0° durch Kérperkanten beschnitten wird.

2. Probenteller nach Punkt 1 dadurch gekennzeichnet, daB die radiale Orientierung der Kuvetten @2
durch Knaggen (6) und Kiivettennut vorgenommen wird und durch die in sich geschlossene
Anlageflache gréRere und nicht nur in Kiivetten aufgenommene Proben befestigt werden kénnen.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen ProbentellerfUrIProbenwechsIer eines Diffraktometers, insbesondere eines Réntgendiffraktometers,
der es ermdglicht Klivetten und gréRere Proben im Winkelbereich w von 0°~90° im Vertikal- und Horizontalbetrieb zu
untersuchen.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Zu Réntgendiffraktometern bekannter Ausflihrung werden verschiedene automatische Probenwechsler angeboten, die sowohi
automatische Reihenanalysen mehrerer Proben als auch das automatische Einschwenken von Standardproben fiir
Korrekturzwecke ermaglichen. Bei allen bekannten Probenwechslern miissen die zu untersuchenden Proben in Kiivetten
eingebracht werden um sie in den jeweiligen Probenwechsler aufnehmen zu kénnen bzw. von den zu untersuchenden
Materialien missen entsprechend kleine Proben in GréRe und Form der Kiivetten angefertigt werden.

Besonders bei der Integration von Rontgendiffraktometern in den ProduktionsprozeR wirkt es sich nachteilig aus, wenn von den
zu untersuchenden Materialien erst Probestlicke mit genau definierten Formen und MaRen angefertigt werden mussen, da sich
der Zeitpunkt der Behebung der durch die Messung erkannten Méngel im Produktionsablauf zu weit nach hinten verschiebt.
Der Probenwechsel bei den bekannten Probenwechslern wird durch relativ fertigungs- und platzaufwendlge Probentrommeln
bzw. -magazine oder durch Probenteller vorgenommen. -

. Bei Verwendung von Probenwechslern mit Probentrommeln bzw. -magazinen kénnen nur teilweise Messungen bis zum
Einstrahlwinkel w = 0° bzw. bis zum Einstrahlwinkel w = 90° vorgenommen werden, und die ProbengroRe ist nur sehr klein und
genau definiert.

Bekannte Probenwechsler bei denen der Probenwechsler mit Probentellern, bei denen jeweils 4 bis 10 Proben kreisférmig
angoerdnet sind, vorgenommen wird, bendtigen zwar weniger Platz auf dem Diffraktometer jedoch erméglichen sie keine
Messung bei Einstrahlwinkein bis zu w = 0°, da die vor der zu bestrahlenden Flache liegenden konstruktiv bedingten Kanten des
Gerétes den Strahlengang bei kleinen MeRwinkeln beschneiden.

Nur wenige der bekannten Probenwechsler sind im Horizontal- und Vertikalbetrieb des Diffraktometers funktionsfahig.

Ziel der Erfindung

Durch die Erfindung soll ein Probenteller geschaffen werden, der bei geringem Fertigungs- und Materialaufwand die
Untersuchung von mehreren Proben bei Einstrahlwinkeln bis nahe @ = 0°im Horizontal- und Vertikalbetrieb des Diffraktometers
.ermoglicht.

Darfegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Probenteller zu schaffen, der es ermdglicht mehrere Proben so aufzunehmen, daR eine
Messung bei Einstrahlwinkel bis w = 0°im Horizontal- und Vertikalbetrieb vorgenommen werden kann.

GemaéR der Erfindung wird die Aufgabe dadurch gelést, daR an die als Anlageflache dienende, in die Nullinie des Diffraktometers
justierte, Stirnfldche der Probentellerscheibe die Vorderflache der Kiivette bzw. des Probenstiicks mittels einer Knagge gedriickt
wird.

{Die Nullinie eines Diffraktometers wird definiert als Fluchtlinie, die die Diffraktometerachse senkrecht schneidet und die durch
die Schwerpunkte der strahlenoptisch wirksamen Querschnitte der Eintrittsblende bzw. des Fokus der Strahlungsquelle und der
Detektorblende verlduft.)

Dadurch wird die Kiivette bzw. das Probestiick so zwischen der Knagge und der Anlageflache der Probentellerscheibe befestigt,
dal sich die Probenvorderflache in der Nullinie des Diffraktometers befindet. Dabei ragt die zu bestrahlende Fliche der Probe so
weit {iber den &uBeren Rand der Scheibe hinaus, da sich die radial benachbarten, auf dem Probenteller aufgenommenen,
Kivetten bzw. Proben nicht gegenseitig durch (iberstehende Kanten den Strahlengang im MeRbereich bis w = 0° beschneiden.
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Durch diese Anordnung kdnnen Proben im Winkelbereich  von 0° bis 90° untersucht werden. Durch eine an der Riickseite der
Kiivetten eingebrachte Nut kann eine radiale Orientierung der Kiivetten auf dem Probentellerumfang durch Einrasten der
Knaggen in diese Nut erreicht werden. Die dadurch entstandene in sich geschlossene Anlagefléche erméglicht die Aufnahme
von Proben mit gréBeren AbmafRlen als die der Klivetten.

Der Probenteller wird mittels einer Randelmutter an die Achse des Probenwechslergrundgerites geschraubt und erméglicht
somit eine Funktion des Probentellers im Horizontal- und Vertikalbetrieb des Diffraktometers.

Der Probenwechsel wird durch Drehung der Probentellerscheibe realisiert, auf deren Peripherie mehrere, speziell 10, Proben
angeordnet sind.

Ausfihrungsbeispiel

Den Grundkérper des Probentellers bildet die Scheibe 1 an deren Peripherie eine Vielzahl {10 Stiick) von Kiivetten 2 bzw. Proben
angeordnet sind. Die Kiivetten 2 werden durch Réndelschrauben 3, die in Buchsen 4 gelagert sind und durch Sicherungsscheiben
5 gehalten werden, mittels Knaggen 6 an die Scheibe 1, deren riickseitige Anlageflache in der Goniometerachse liegt
angedrickt.

Die Scheibe 1 wird mittels der im Ring 7 gehaltenen RandelmutterS an der Achse des Probenwechslergrundgeréates befestigt, so
daR die freigedrehte Riickseite der Scheibe an der justierten Achsscheibenfliche des Probenwechslergrundgerites anliegt und
durch den Stift 9 des Probentellers lageorientiert wird, so daR sich demzufolge gleichzeitig die als Probenanlagefliche dienende
riickseitige Ringflache der Scheibe 1 und somit alle anliegenden Proben genau in der Nullinie des Frraktometers befinden. (In
Zeichnung nicht dargestellt).

Durch die Betétigung der Randelschraube 3 wird die Knagge 6 zur Anlageﬂache hin bzw. weg bewegt und dadurch kann die
Kivette oder Probe geklemmt bzw. geldst werden.

Bei Verwendung von Kiivetten 2 rastet die Knagge 6 in die riickseitig angebrachte Nut der Kiivette 2 ein und nimmt somit eine
Lageorientierung der Kiivetten 2 auf der Anlageflache der Scheibe 1 vor. Durch diese Form der Lageorientierung der Kiivetten 2
bleibt die Anlagefléche als ein in sich geschlossener Ring bestehen und erméglicht somit auch die Aufnahme von beliebig
gréReren kompakten Proben, die nur soweit in inrem Maximum beschrankt sind, da ihre AbmaRe nur so grof sein diirfen, da
die Probe nicht am Probenwechslergrundgeréat anst6Rt und ihr Gewicht die Andruckkraft der Knaggen 6 nicht ibersteigt. Das
bietet groBe Vorteile fiir den Anwender, da er nicht mehr, wie bisher, gezwungen ist Proben in Klivetten zu préparieren bzw. sie
auf definierte MaRe zu bearbeiten.

Da die Kiivetten 2 bzw. Proben so weit (iber die Anlageflache der Scheibe 1 hinausragen, daB die zu bestrahlende
Probenvorderflache frei im Raum steht und somit durch keine Praparathaiterung der Strahlengang beschnitten wird, sind
Messungen im Winkelbereich von o = 0° bis w = 90° méglich.

Die Mdglichkeit der Messung bis zu » = 0°ist fir viele Anwendungsfalle der Mineraiogen, Keramiker und Geologen wichtig wo
Messungen z.B. an Tonmineralen bis nahe w = 0° zur Identifizierung der Phasen notwendig sind.

Die Bestilickung des Probentellers kann separat vom Probenwechslergrundgerit erfolgen. Durch die Art und Weise der
Befestigung der Kiivetten 2 und Proben im Probenteller bzw. des Probentellers am.Probenwechslergrundgerit, ist es moglich
Untersuchungen im Horizontal- und Vertikalbetrieb des Diffraktometers mit dem Probenteller vorzunehmen.

Der Probenwechsel wird durch die Drehung der Scheibe 1 des Probentellers realisiert, so dal} stets eine Probe in den
Strahlengang eingeschwenkt wird.
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